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В настоящее время неизменно увеличивается интерес к методам создания и свойствам тонкопленочных материалов на основе оксида олова, поскольку они находят широкое применение при создании электролюминесцентных устройств, газовых сенсоров и энергосберегающих покрытий. 
Ранее нами была показана возможность получения тонких пленок диоксида олова путем нанесения растворов тетра(N,N-диалкилкабраматов)олова на различные подложки. Использование тетракабраматов олова в качестве прекурсоров позволило проводить плавный гидролиз олова в процессе нанесения, а выделяющиеся при этом легколетучие диэтиламин и углекислый газ легко удаляются на ранних стадиях без нарушения структуры пленки. 
Преимуществом данного метода является возможность нанесения на стекло пленки равномерной по толщине, а так же простота осуществления и низкая себестоимость. Нанесение пленок осуществляли на установке Spin Coater. Благодаря вращению подложки наносимый раствор распределяется по ней равномерным слоем, образовывая однородные пленки.
Как показали наши исследования, при донировании пленок оксида олова 50% индия наблюдается формирование послойных структур с шагом около 30 нм и перепадом высот от 5 до 10 нм (рис. 1).  
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Рисунок 1. Топография поверхности пленки с содержанием индия 50 мольн. % по данным атомно-силового микроскопа (1 х 1 мкм)
Полученные пленки обладают электропроводностью, высокой оптической прозрачностью и газовой чувствительностью, что может быть использовано при формировании различных устройств.
